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components and ferrite materials.

The text of this standard is based on the following documents:

Cbv

Report on voting

51/1078/CDV

51/1084/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 60424 series, published under the general title Ferrite cores —
Guidelines on the limits of surface irregularities, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch"” in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed,

. withI.nawn
e replaced by a revised edition, or

e amepded.
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FERRITE CORES -
GUIDELINES ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES -

Part 8: PQ-cores

1 Scope

This part of IEC 60424 gives guidance on allowable limits of surface irregularities applicable
to PQ-cpres in accordance with the relevant generic specification.

This stgndard is considered as a sectional specification useful i negotiation\petween

ferrite cpre manufacturers and users about surface irregularities.

2 Normative references

The follpwing documents, in whole or in part, are norp in this document and
are indispensable for its application. For dated refefen¢es, on on cited applies. For
undated references, the Ilatest edition of g any
amendnpents) applies.

IEC 60401-1, Terms and nomenclature fa 9 Part 1:
Terms ysed for physical irregularities

IEC 60424-1, Ferrite coré
specification

3 Terms an it

For the

General

1-1 and

31
pores

holes le cores after sintering and surface finishing

SEE: Figure™,

Crack
Ragged edges

Pull-out

Flash
IEC

Figure 1 — Examples of surface irregularities


https://iecnorm.com/api/?name=fe41dbd52572cc2a5db86df442ce1302

-6- IEC 60424-8:2015 © IEC 2015

4 Limits of surface irregularities

4.1 Chips and ragged edges
411 Chips and ragged edges located on the mating surface

The areas of the chips located on the mating surface (see C1 and C1’ irregularities in Figure 2)
shall not exceed the following limits:

— the cumulative area of the chips located on the mating surface shall be less than 4 % of
the total mating surface;

— the cumulative area of the chips located on the centre post mating surface shall be less
thanr2~% of thetotatmating surface;

— the ¢umulative area of the chips located on the mating surface of/one puterdeg ghall be
less|than 1 % of the total mating surface;

The totdl length of the ragged edges shall be less than 25 % of the\pek ?elevant
mating surface.

4.1.2 Chips located on other surfaces

The areps of the chips located on the other surface rities in

Figure 3) shall not exceed the following limits:

— the gllowable chipping areas are ¢
surfaces (see Table 1);
— ther

— chip

mating

C1

] Cc3
Wire slot area
C3

Ragged edge

c1 IEC

Figure 2 — Chips and ragged edges location

The limits of allowable chipping areas shall be in accordance with Table 1.
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Table 1 — Limits for allowable chipping areas

Unit: mm?

Core size mast:i'r:g)z:.ln#a?:: of ma(t:itr‘\lgpzlunrga?:z of o?“’;;atliln;hsiz?fi:ge o?\vg[;grcshljffgic:‘egs
one outer leg centre post
PQ20/16 <1,0 <2,0 <45 <9,0
PQ20/20 <1,0 <2,0 <45 <9,0
PQ26/20 <2,0 <45 <9,5 <19,0
PQ26/25 <2,0 <4,5 <9,5 <19,0
PQ32/20 < 3,0 <6,0 <12,0 ( T <240
PQ32/30 < 3,0 <6,0 < 12’0/\< N ('\ &4,0
PQ35/35 <3,0 <65 <136\ < 26)
PQ40/40 <35 <7,0 Ao\ NP N\ 26p
PQ50/50 <6,0 <12,5 >\@5({\\ < 50,0
NOTE For the relevant core sizes refer to IEC 62317-13.

The arep and length reference of irregu

5

9,

rities

NJ
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Table 2 — Area and length reference of irregularities for visual inspection
Area A B Cc D E Area A B Cc D E

0,5 mm?

.___k12,5mm2..-_k

2
1,0 mm ° - - - A
15,0 mm?2 . .
Il = k
1,5 mm?
. ] B mm = A
2
20mm” ¢ B em == A 17,5mm2
2
2,5mm ° - - | — A
20,0 mm2
2
3,0 mm °® B o = A
3,5 mm?

2
4,0mm [ ) H ™= -

4,5 mm?
5,0 mm?

6,0 mm?

9,0 mm? ® H e e k

'
&
o
3
3

N

2
10,0 mm . . - k

Scale 1:1
1 mm 2 mm 3 mm — 4 mm

5mm 7,5mm 10 mm

IEC
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4.2 Cracks

Figure 3 shows examples of cracks location on PQ-cores:

— a single crack which intersects the perimeter of the relevant surface at two points is not

acceptable (see S1 in Figure 3);
— the number of the cracks located on the same surface shall not exceed 3.

The limits of cracks at various locations shown in Figure 3 are given in Table 3.

n—\ /\ng
s4 S8

ST

S5

UJ

S6

S2

Key

S1 to S8:|types of cracks (for limits for cracks,$ee\Jabl

Figure\3 —

The refg¢rence dimensions for PQ-cores gi in
IEC 60401-2.

9,

IEC

4 correspond to the cores dg

fined in

Key

Overall length of the core back

Outside leg length of core

Core width

Inside leg length or available bobbin depth

m o o0 o >

Centre post diameter

Figure 4 — Reference dimensions for PQ-cores
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Table 3 — Limits for cracks

IEC 60424-8:2015 © IEC 2015

Limits for multiple

Type? Location Limits for single crack cracks
S1 Any place Not acceptable Not acceptable
S2 Outer wall 20 % x C 40 % x C
S3 Mating surface of outer legs 20 % x C 40 % x C
S4 Mating surface of centre-post 20 % x F 40 % x F
S5 Bottom surface 25 % x (B - D) 50 % x (B — D)
S6 Back wall 25 % x (B - D) 50 % x (B — D)
sy Centre-post wall 20 % x F ( 7#0\% xF
S Back surface 25% x C N 0 NC
SP Back surface 20% x C yo\%\xb

a

For, B, ¢, D, F see Figure 4.

See Figure 3.

4.3

Figure §

The cun

the

4.4

Plull-out

tota

Crystallites

shows an example of a pull-out location

Figure 5 — Pull-out location

25 % of

Figure 6 shows an example of crystallites location on the PQ-core:

the single area of the crystallites located on any surface shall be less than 2 % of the

respective surface area;

the cumulative area of the crystallites located on any surface shall be less than 4 % of the

respective surface area.
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Figure 6 — Crystallites location

4.5 Flash

Figure 7 shows an example of flash location on the PQ-core

— with| chamfering around the back surface, the /1 he back

surface of the core;
— withput chamfering around the back’s

Figure 7 — Flash location

4.6 P

Figure § shows an mple of pores location on the PQ-core:

— the number of pores Tocated on the same surface shall not exceed 2, the total number of
pores located on all surfaces shall not exceed 5;

— a hole with an area larger than 1 mm?2 on any surface is not acceptable.
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Pore
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Figure 8 — Pores location

@%
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AVANT-PROPOS

1) La Copmmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatigh nalisation
compg@dsée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationg a pour
objet fle favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de no domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autres activité i ationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificati S) et des
Guidep (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration € etudes, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le suj i hnisations
interngtionales, gouvernementales et non gouvernementales, ment aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation elon des
conditjons fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les dgcisions ou accords officiels de I'lEC s représentent, dans |a mesure
du popsible, un accord international sur |€ o Jigg; é que’ les Comités nationaux de I'lEC
intéregsés sont représentés dans chaque coqi 5

3) Les Plblications de 'lEC se présentent sou ommanddtions internationales et sonf agréées
commeE telles par les Comités nationaux d¢ I'lEC. To as-efforts raisonnables sont entrepris afin [que 'lEC
s'assyre de I'exactitude du contenu technique de/ses publications; ¥IEC ne peut pas étre tenue respohsable de
I"éventiuelle mauvaise utilisatign ou interréttion iteygar un quelconque utilisateur final.

4) Dans |e but d' encourager I"daifor it internatiopale™e omités nationaux de I'lEC s'engagent, danjs toute la
mesu e les Puplications de I'lEC dans leurs publications nationales
et reéleonales Toutes « ¢ S blications de I'IEC et toutes publications natignales ou
régionales correspondantes doi } en termes clairs dans ces derniéres.

5) L'IEC eIIe-mém i i conformité. Des organismes de certification ind¢pendants
fournigsent des se € ormité et, dans certains secteurs, accédent aux mgrques de
conformité de I'lEC. K gable d’aucun des services effectués par les organismes de cqrtification
indépgndants.

6) Tous | s sont en possession de la derniere édition de cette publication.

7) Aucun pputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mapdataires,
y com et les membres de ses comités d'études et des Comités nationauy de I'lEC,
pour t ausé el cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage d¢ quelque
natur ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justige) et les
dépen| publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de tdute autre
Publig u crédit qui lui est accordé.

8) L'attentien est attirée’sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référehcees est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX FERRITES -
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX LIMITES
DES IRREGULARITES DE SURFACE -

Partie 8: Noyaux PQ

I’objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60424-8 a été établie par le comité d’études 51 de I'IEC:
Composants magnétiques et ferrites.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
51/1078/CDV 51/1084/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60424, publiées sous le titre général Noyaux
ferrites — Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface, peut étre
consultée sur le site web de I'lEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, |a publication sera

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

@C@

e amepdée.

24
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NOYAUX FERRITES -
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX LIMITES
DES IRREGULARITES DE SURFACE -

Partie 8: Noyaux PQ

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 60424 est un guide relatif aux limites d' |rr'gular| s de
admissibles des noyaux PQ conformément a la spécification génériqu

La prés|

négociati

de surfgce.

2 Réflérences normatives

Les dodquments suwants sont cités en eferenc

partie,

référenges datées, seule I'édition cité
dernierg édition du document de référence s’

IEC 60401-1,

doux —

IEC 60424-1, Noyaux

Spécification gé@e

3 Termes et déf

Pour le
I'lEC 60

3.1
pores
trous lai

ants s'appliquent.

ssés-anla agce des noyaux apreés frittage et finition de surface

VOIR: Higure 1.

, les termes et définitions de I'lEC 60424-

surface

cas de

qularités

itt ou en
our les
ées, la
ements).

iquement

Partie 1:

1 et de
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Fissure

Pore

Eclats

Cristallites
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Angles ébréchés

Collage

Bavure

Figure 1 — Exemples d'irrégularités de surf,

4 Linmites des irrégularités de surface

4.1 Eclats et angles ébréchés

4.1.1 Eclats et angles ébréchés situés sur la srfa

Les surfaces des éclats situés sur la su

Figure 3) ne doivent pas dépasser le

— la syrface cumulée des éclats situé
la syrface de contact totale;

— la slirface cumulée de

— la surface cumulég| d
étrelinférieure &

La longlieur totaI::e

de contact correspgf

4.1.2

Les sur
C3’ sur

- les s..admissibles des éclats sont le double des limites pour I'ensem

surfaces\de contact (voir Tableau 1
_ are i b

);

1' sur la

4 % de

o de la

rne doit

surface

', C3 et

ble des

— les éclats et les angles ébréchés ne sont pas acceptables sur les angles intérieurs de la

zone d'encoche de passage de fil.
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c2

C1
\\1
C3'
Zone d'encoche
c2 de passage de fil
Angles ébréchés
C1' 9 IEC
Figure 2 — Emplacements des éclats et des an
Les limites des surfaces admissibles des éclats doivent étre
Tableau 1 — Limites des surfaces
f\ Unité: mm?
Eclats sur la lats sur | Ensemble des
. surface de contact ~
Taille|de noyau . rfa contact éclats syr les
d'une branche
n po ntra autres suffaces
externe
PQ20/16 <10 \ (220 <45 <9,
PQ20/20 o 7 RN w2 | D> <45 <9,
PQ26/20 r\\QzQ‘* a <45) <95 <19
PQ26/25 k 2 \4,5 <95 <19p
PQ32/20 &) < <3,(& 26,0 <12,0 <24
PQ32/30 ,\< \</§\Q \/\\/ <6,0 <12,0 <24p
PQ35/35 < \ <\3\0 <86,5 <13,0 <260
Pd 40/4((\ \ \\35\ <7,0 <14,0 <2800
Pq 0\ N\ \< 6.0 <125 <250 <500
NOTE |e taiwew a)plicables font référence a IEC 62317-13.
Les surfaces et les longueurs de référence des irrégularités pour l'inspection visuglle sont

donnée

dans le lableau Z£.


https://iecnorm.com/api/?name=fe41dbd52572cc2a5db86df442ce1302

-20 - IEC 60424-8:2015 © IEC 2015

Tableau 2 — Surfaces et longueurs de référence des irrégularités
pour l'inspection visuelle

Surface A B (o3 D E Surface A B C D E

05mm? e = - n 125mm? ® B P p— k

1,0 mm?2

[ ] ] - — A
15,0 mm?2 . .
I = k
1,5 mm#
’ ° ] - — A
2
2,0mm [ ] [ ] - -— A 17,5mm2 . .
2
2,5mm ° - - | — A
20,0 mm2 | k
2 |
3,0 mm °® B o =
2
3,5mm °® R p—
2
4.0 mm ®
4,5 mm?
o
5,0 mm?
O B = =
O H === h

9,0 mm? ® H e e

50,0 mm?2 ‘ . -_k

Echelle 1:1

1 mm 2 mm 3 mm — 4 mm

A
A
A
A
A

2
10,0 mm . . -

5mm 7,5mm 10 mm

IEC
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4.2 Fissures

La Figure 3 montre des exemples d’emplacements de fissures sur les noyaux PQ:

— une fissure qui coupe le périmétre de la surface concernée en deux points n'est pas

acceptable (voir S1 sur la Figure 3);
— une seule surface ne doit pas comporter plus de 3 fissures.

Les limites des fissures a différents endroits représentés sur la Figure 3 sont données dans le

Tableau 3.
h_\ /\ :S
S S8
S7. S5
Si1
J
S6
S2

Légende
S1a S8 types de fissures (pour les limites p

Les dimensions de référé
définis dans I'lEC 60404-2.

noyaux

&€
0O m
™
C
> X IEC
Légende
A Longueur totale du fond de noyau
B Longueur extérieure de la branche du noyau
C Largeur du noyau
D Longueur intérieure de la branche ou profondeur de bobine disponible

n

Diamétre du pdle central

SFigure 4 — Dimensions de référence des noyaux PQ
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Tableau 3 — Limites pour les fissures

Type? Emplacement Limites ?ics):l:rt:ene seule Limitesﬁpsostlljrrgslusieurs

S1 N'importe ou Non acceptable Non acceptable
S2 Paroi externe 20 % x C 40 % x C
s3 Surface de c;xrlgtr:]teies branches 20 % x C 40 % x C
S4 Surface de contact du pole central 20 % x F 40 % x F
S5 Surface inférieure 25 % x (B - D) 50 % x (B — D)
Sa Paroi arriere 25 % x (B — D) //150 % x (B = D)
Sy Paroi du pble central 20 % x F /\& 40\€Qx E
SB Surface arriére 25 % x C /\ \E'N’/o X
SPp Surface arriere 20% x C >0\%

Pour B, [C, D, F voir Figure 4.

a8  Voir [Figure 3.

4.3 Clollage

La Figute 5 montre un exemple de localisation dg

La surfgce cumulée des collages situés % de la

surface [respective totale.

Collage

IEC

4.4 Cristallites
La Figure 6 montre un exemple de localisation de cristallite sur le noyau PQ:

— la surface de chaque cristallite située sur n'importe quelle surface doit étre inférieure a
2 % de la surface respective;

— la surface cumulée des cristallites situées sur n'importe quelle surface doit étre inférieure
a 4 % de la surface respective.
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